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O desenvolvimento de nanocompdsitos de polimeros e silicatos preparados a partir de latexes tem
conduzido a criagdo de materiais dotados de novas e inéditas propriedades. Tal efeito esta
intimamente relacionado com a estrutura da fase nanométrica no interior da matriz organica. Neste
contexto, a microscopia de forga atébmica (AFM) é uma importante ferramenta de investigagéo,
visto que possibilita a aquisicdo de imagens com resolugdo nanométrica, sob condigbes ambientes,
ao ar e mesmo usando amostras imersas em liquido. Neste trabalho, foram obtidas imagens de
microscopia de sondas de agregados de particulas de latex e argila ou silica de Stéber. As
amostras foram preparadas secando misturas de dispersdes diluidas das fases sobre porta-
amostras. Foram obtidas imagens de topografia (modo de n&do-contato), contraste de fase, adesao
e potencial elétrico (SEPM). O exame e analise das imagens permitem constatar uma excelente
associagao entre as fases, bem como avaliar a distribuicdo de diferentes dominios viscoelasticos
nos agregados, além de fornecer informagdes sobre a distribuicdo de cargas elétricas nos seus
varios dominios. Os resultados obtidos confirmam a hipotese que vem sendo usada neste
laboratério, da formacédo de nanocompdsitos iniciada por forgas capilares durante o processo de

secagem, posteriormente estabilizados por forgas eletrostaticas, no material seco.
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